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СИЛЛАБУС

Материалдардың құрылымы және зерттеу әдістері
3 курсы, қ/б, семестрі: көктемгі, кредит саны 3, пәннің түрі: таңдаулы)

Дәріс берушінің аты-жөні: оқытушы Мархабаева Айымкул Алихановна
Телефон: 87011620625 
e-mail: aiko_marx@mail.ru
каб:309 физ.фак
Семинар жүргізуші: оқытушы Мархабаева Айымкул Алихановна
Телефон: 87011620625 
e-mail: aiko_marx@mail.ru
каб.:309 физ.фак
Тәжірибелік сабақ жүргізуші: Суюндикова Г
Тел:87022841079
Каб: 309

Пәннің мақсаттары мен міндеттері: Материалдардың құрылымын спектралдық, микроскопиялық және ядролық-физикалық әдіспен анықтау.
Құзыреттері (оқытудың нәтижелері): 
· Заманауи материалдардың құрылымын анықтау әдістерімен танысу;
· Материалдардың құрылымын анықтауға арналған құрылғылармен танысу;
· Материалдардың спектрлік және құрылымыдық суреттерін оқып білу және өңдеу;
· Материалдарды зерттеуге арналған әдістерді таңдап білу. 
Пререквизиттері: “Өлшеудің жалпы теориясы” (OTI 2309, ООМ 9), “Өлшегіш техника” (IT 2307, ПЭМ 7), “Оптика” (Opt 3305, ПЭМ 5), “Электрлік және магниттік құрылғылар” (EMU 2306, ПЭМ 6), “Атомдық физика және спектроскопия” (AFS 3308, ПЭМ 10).

Постреквизиттері: мамандық бойынша диплом жұмысын жазуға және материалдардың сапасын анықтайтын мекемелерде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.  


ПӘННІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҰНЫ

	Апта
	Тақырыптың аталуы
	Сағат саны
	Бағасы 

	1 Модуль  – Материалдардың құрылымын микроскопиялық анықтау әдістері

	1

	Лекция 1. Пәнге кіріспе. Атомның құрылымы.  Кванттық сандар. Химиялық элементтердің периодтылығы. Химиялық элементтердің радиусы. 
	2
	5

	
	2 практикалық сабақ. Материалдардың құрылымын анықтау. Кристал торларының түрлері және ұяшық параметрлері. 
	1
	5

	
	1 СОӨЖ. Ақаулар және олардың түрлері
	1
	5

	2
	2 дәріс. Химиялық байланыс түрлері. Иондық, металдық, коваленттік және сутектік байланыстар. 
	2
	5

	
	Байланыс түрлерін анықтау. 
	1
	5

	
	2 СОӨЖ Байланыс түрлерін анықтау әдістері
	1
	5

	3
	3 дәріс. Материалдардың құрылымы. Байланыс энергиясы. Кристалдық ұяшық. Аморфты құрылымдар. 
	2
	5

	
	3 практикалық сабақ1Кристалдық ұяшық параметрлерін анықтау. 
	1
	5

	
	3 СОӨЖ. Кристал торларының түрлері
	1
	5

	4

	4 лекция. Материалдардың қасиеттері. Материалдардың жылулық қасиеттері. Жылусыйымдылық. Жылуөткізгіштік.
	2
	5

	
	4 практикалық сабақ. Жылусыйымдылық және жылуөткізгіштік анықтау
	1
	5

	
	4 СОӨЖ Материалдардың жылулық қасиеттерін зерттеу әдістері. 
	1
	5

	5
	5 дәріс. Материалдардың қасиеттері. Магнитті материалдардың түрлері. 
	2
	5

	
	5 практикалық (зертханалық) сабақ
Магниттік материалдарды зерттеу. Асаөткізгіштердің құрылымын зерттеу. 
	1
	5

	
	5 СОӨЖ
Магниттік материалдарды зерттеу әдістері 
	1
	5

	6
	2 Модуль. Материалдарды зерттеудің спектралдық әдістері
	
	

	
	6 дәріс. Оптикалық микроскопия 
	2
	

	
	2 практикалық (зертханалық) сабақ
Оптикалық микроскопия арқылы материалдардың құрылымын анықтау
	1
	5

	
	2 СОӨЖ
Жақынөрісті оптикалық микроскопия (БОМ и СБОМ). Ультрамикроскопия. Рентгендік микроскопия. Иондық микроскопия. Наноскоп
	1
	5

	7

	7 дәріс. Электрондық микроскопия және электронография
	2
	5

	
	7 практикалық (зертханалық) сабақ
Электрондық микроскопия арқылы материалдардың құрылымын анықтау
	1
	5

	
	7 СОӨЖ
Жарықтындарғыш электрондық микроскопия. Сканирлеуші расторлық микроскопия
	1
	

	
	
	
	

	
	1 Аралық бақылау 
	
	100

	4 Модуль

	8
	8 дәріс. Туннелдік және атомдық күштік микроскопия
	2
	5

	
	8 практикалық (зертханалық) сабақ
Әр түрлі режимде алынған материалдардың беттік қасиеттеріне анализ жасау. 
	1
	5

	
	8  СОӨЖ
Магнитті күштік микроскопия. Магнитті асатордың Фурье бейнесі. Беттерің топологиясы. Термиялық нанолитография. 
	1
	

	9
	9 дәріс. Рентгенофазалы анализ және рентгенқұрылымды анализ
	2
	5

	
	9 практикалық (зертханалық) сабақ
Элементар ұяшық параметрлерін анықтау
	1
	5

	
	9 СОӨЖ
Лауэ әдісі. Дебаеграмм есептеулері. 
	1
	5

	
10

	5 Модуль
	
	

	
	10 дәріс. Инфрақызыл және Фурье-спектроскопия
	2
	5

	
	10 практикалық (зертханалық) сабақ
ИК спектрлерге анализ жасау
	1
	5

	
	10 СОӨЖ
Инфрақызыл және Фурье-спектроскопия қолдану аясы. 
	1
	5

	11
	11 дәріс. Электронды парамагниттті резонанс 
	2
	

	
	11 практикалық (зертханалық) сабақ
ЭПР спектрлерді өңдеу
	1
	5

	
	11 СОӨЖ
Спиндік таңбалы әдіс
	1
	5

	12
	6 Модуль
	
	

	
	12 дәріс. Ядролық магнитті резонанс
	2
	5

	
	12 практикалық (зертханалық) сабақ
ЯМР спектрлерді өңдеу
	1
	5

	
	12 СОӨЖ
Магниттік томография
	1
	4

	13
	13 дәріс. Мёссбауэр спектроскопиясы
	2
	5

	
	13 практикалық (зертханалық) сабақ
Мёссбауэр спектроскопиясын қолданып алынған үлгілерге анализ жасау
	1
	5

	
	13 СОӨЖ
Мёссбауэр спектроскопиясыныі қолдану аясы
	1
	4

	14
	7 Модуль
	
	

	
	14 дәріс. Нейтронография
	2
	5

	
	14 практикалық (зертханалық) сабақ
Нейтронограммаларға анлиз жасау
	1
	5

	
	14 СОӨЖ
Магнитттік нейтронография. 
	1
	4

	15
	15 дәріс. Изотопты құрамды анықтауға арналған ядролық-физикалық әдістер. Резерфортық кері шашырау. 
	2
	5

	
	15 практикалық (зертханалық) сабақ
Материалдардың изотоп түрлерін анықтау. 
	1
	5

	
	15 СОӨЖ
Масс-спектроскопия
	1
	4

	
	
	
	

	
	2 Аралық бақылау 
	
	100

	
	Емтихан 
	
	100

	
	Барлығы
	
	100
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Қосымша әдебиеттер:
Журналы:
24 “Неорганические материалы”
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26 “Материаловедение”
27 “Journal of Materials Research”
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ПӘННІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

Жұмыстардың барлық түрін көрсетілген мерзімде жасап тапсыру керек. Кезекті тапсырманы орындамаған, немесе 50% - дан кем балл алған студенттер бұл тапсырманы қосымша кесте бойынша қайта жасап, тапсыруына болады. 
Орынды себептермен зертханалық сабақтарға қатыспаған студенттер оқытушының рұқсатынан кейін лаборанттың қатысуымен қосымша уақытта зертханалық жұмыстарды орындауға болады. Тапсырмалардың барлық түрін өткізбеген студенттер емтиханға жіберілмейді
Бағалау кезінде студенттердің сабақтағы белсенділігі мен сабаққа қатысуы ескеріледі.  
Толерантты болыңыз, яғни өзгенің пікірін сыйлаңыз. Қарсылығыңызды әдепті күйде білдіріңіз. Плагиат және басқа да әділсіздіктерге тыйым салынады. СӨЖ, аралық бақылау және қорытынды емтихан тапсыру кезінде көшіру мен сыбырлауға, өзге біреу шығарған есептерді көшіруге, басқа студент үшін емтихан тапсыруға тыйым салынады. Курстың кез келген мәліметін бұрмалау, Интранетке рұқсатсыз кіру және шпаргалка қолдану үшін студент «F» қорытынды бағасын алады.  
Өзіндік жұмысын (СӨЖ) орындау барысында, оның тапсыруы мен қорғауына қатысты, сонымен өткен тақырыптар бойынша қосымша мәлімет алу үшін және курс бойынша басқа да мәселелерді шешу үшін оқытушыны оның келесі офис-сағаттарында таба аласыз:      
	Әріптік жүйе бойынша бағалау
	Балдардың сандық эквиваленті
	%  мәні
	Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

	А
	4,0
	95-100
	Өте жақсы 

	А-
	3,67
	90-94
	

	В+
	3,33
	85-89
	Жақсы 

	В
	3,0
	80-84
	

	В-
	2,67
	75-79
	

	С+
	2,33
	70-74
	Қанағаттанарлық 

	С
	2,0
	65-69
	

	С-
	1,67
	60-64
	

	D+
	1,33
	55-59
	

	D-
	1,0
	50-54
	

	F
	0
	0-49
	Қанақаттанарлықсыз 

	I 
(Incomplete)
	-
	-
	Пән аяқталмаған
(GPA  есептеу кезінде есептелінбейді)

	P
 (Pass)
	-
	-

	«Есептелінді»
(GPA  есептеу кезінде есептелінбейді)

	NP 
(No Рass)
	-
	-

	« Есептелінбейді»
(GPA  есептеу кезінде есептелінбейді)

	W 
(Withdrawal)
	-
	-
	«Пәннен бас тарту»
(GPA  есептеу кезінде есептелінбейді)

	AW 
(Academic Withdrawal)
	
	
	Пәннен академиялық себеп бойынша алып тастау
(GPA  есептеу кезінде есептелінбейді)

	AU 
(Audit)
	-
	-
	« Пән тыңдалды»
(GPA  есептеу кезінде есептелінбейді)

	Атт-ған 
	
	30-60
50-100
	Аттестатталған


	Атт-маған
	
	0-29
0-49
	Аттестатталмаған


	R (Retake)
	-
	-
	Пәнді қайта оқу
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